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Sposób ciągłego pomiaru zawartości substancji czynnej
w procesie nanoszenia warstw światłoczułych i magnetycznych

na podłoże przezroczyste

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego po¬
miaru zawartości substancji czynnej w procesie
nanoszenia warstw światłoczułych i magnetycz¬
nych na podłoże przezroczyste.
Zawartość i równomierność naniesienia halogen¬

ków srebra i tlenków żelaza w materiałach świa¬
tłoczułych i magnetycznych ma zasadnicze znacze¬
nie, decyduje bowiem o ich właściwościach foto¬
graficznych i elektroakustycznych. Znane dotych¬
czas metody określania zawartości substancji czyn¬
nej, można podzielić na metody okresowych prób
i metody ciągłe.
Metoda okresowych prób polega na analitycz¬

nym określaniu zawartości srebra lub żelaza na
jednostce powierzchni w kolejno pobieranych pró¬
bach, względnie na pomiarze mikrometrycznym
grubości warstwy. W praktyce przemysłowej sto¬
suje się cjanometryczną , kolorymetryczną lub po¬
tencjometryczną metodą oznaczeń.
Sposoby te posiadają szereg wad jak np.: ko¬

nieczność wycinania prób w oblanym materiale,
co niejednokrotnie ogranicza możliwości kontroli,
dają fragmentaryczną informację o zawartości
substancji czynnej w nakładanej warstwie, uzy¬
skane informacje są opóźnione od 15 do 30 min.
co zmniejsza możliwość skutecznej interwencji w
wypadku wystąpienia odchyleń od wartości za¬
danej.
Znane metody ciągłe oparte są na pochłanianiu

przez warstwę mierzoną promieniowania izotopo-

10

15

20

25

30

wego. Polegają one na określaniu zmian natężenia
promieniowania izotopowego, wywołanych pochła¬
nianiem i rozpraszaniem promieniowania w war¬
stwie mierzonej. Metody te są bardzo kosztowne,
a ich eksploatacja wymaga odpowiedniego zabez¬
pieczenia z uwagi na obecność preparatów promie¬
niotwórczych.
Sposób według wynalazku nie ma opisanych nie¬

dogodności. Jest on metodą ciągłą i polega na
określaniu zawartości substancji czynnej przez po¬
miar zmian natężenia promieniowania podczerwo¬
nego o specjalnie dobranej długości fali, wywoła¬
nych zmianami zawartości halogenków srebra lub
tlenków żelaza w wylewanej warstwie materiału
światłoczułego lub magnetycznego. Długość pro¬
mieniowania podczerwonego dobiera się w zakre¬
sie długości fal, dla którego zaznacza się minimum
pochłaniania promieniowania przez wszystkie uzu¬
pełniające składniki mierzonych warstw to jest że¬
latynę, wodę i rozpuszczalniki organiczne.
Pochłanianie i rozpraszanie światła przez halo¬

genki srebra i tlenki żelaza, jest w szerokim za¬
kresie długości fal stałe i bliskie lOOtyo. Wymaganą
długość promieniowania uzyskuje się stosując źród¬
ło światła białego z filtrem przepuszczającym żą¬
dany zakres widma w granicach 0,9—1,2^. Po
przejściu przez badaną warstwę strumień promie¬
niowania podczerwonego ogniskowany jest na czuj¬
niku, którym może być w zasadzie każdy fotoele-
ment o odpowiedniej czułości w bliskiej podczer-
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wieni. Czujnik umieszcza się w ogniskowej obiek¬
tywu, którego zadaniem jest zogniskowanie stru¬
mienia oraz zabezpieczenia fotoelementu od wpły¬
wów zewnętrznych.
Czujnik oraz źródło promieniowania podczerwo¬

nego należy umieścić możliwie najbliżej miejsca
formowania warstwy, jednakże w punkcie gdzie za¬
traciła ona już charakter płynny.
W wyniku pochłaniania i rozpraszania promienio-

niowania w warstwie mierzonej, uzyskuje się zmia¬
ny prądowe w fotoelemencie proporcjonalne do za¬
wartości substancji czynnej.
Dla uzyskania wymaganej dokładności pomia¬

ru Tjjinny być zapewnione następujące warunki:
stabilność źródła światła zarówno pod względem
intensywności jak i składu spektralnego, zacho-
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wanie stałej odległości źródła światła oraz czuj¬
nika pomiarowego od mierzonej warstwy, stałość
nachylenia osi obiektywu w stosunku do płaszczyz¬
ny warstwy mierzonej. Optymalne warunki uzy-

5 skuje się przy kącie 90°.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób- ciągłego pomiaru zawartości substancji
10 czynnej w procesie nanoszenia warstw światłoczu¬

łych i magnetycznych na podłożu przezroczyste,
poprzez pomiar zmian natężenia promieniowania
podczerwonego przechodzącego przez badaną war¬
stwę i ogniskowanego w fotoelemencie, znamienny

15 tym, że do pomiaru stosuje się fale promieniowa¬
nia podczerwonego o długości pomiędzy 0,9 a l,2|x.
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